
上海菁华科技仪器有限公司 

759/759S/759MC/759CRT 系列紫外可见分光光度计

产品性能介绍 

 

一、特点  

1、比例双光束的光路结构，高性能全息闪耀光栅的配置，提高了仪器的测试精度和稳定性。 

2、全自动操作系统及微机处理功能，使仪器具备了自动调“0”、“100%”及八联池样品架

的自动设置。                         

3、进口高性能长寿命氘灯及钨灯的采用，满足了仪器对高品质光源能量的需求，并且方便

了更换且更换后无须通常的光路调整 

4、独创的 5.6 英寸彩色平板电脑、触摸式操控、windows 操作系统的应用，极大的方便了

使用，可清晰直观的显示各种数据、图谱和当令测试时间。 

5、具备了动力学、定量、回归方程、光谱扫描、多波长测试、DNA 测试等高档仪器的常规

功能。 

6、大容量数据库的设计，使仪器具备了卓越的记忆功能，即在再次开机时迅速恢复测试状

态并记忆已测试的数据、图谱及回归方程等。 

7、USB 接口，另可选配打印机、工作站软件等，拓展并沿深了仪器的应用功能。 

8、单机即可做光谱扫描、回归方程等，无需连接电脑。 

 

二、指标 参数 

 

1、 波长设置：    190nm—1100nm                                  

2、 波长准确度：  ±0.5nm 

3、 波长重复性：  ≤0.2nm 

4、 光谱带宽：    759/759S          2nm    

                 759MC/759CRT    1.5nm 

5、 透射比准确度：±0.3%T 

6、 透射比重复性：≤0.15%T                                           

7、 透射比范围：  0-200%T 

8、 吸光度范围：  -0.301—3.000A 

9、 浓度显示范围：0.000—99999 

10、杂散光：      ≤0.05%T@220nm、360nm 

11、稳定性：      ≤0.001A/h（500nm） 

12、基线平直度：  ±0.002A 

13、噪声：        透射比 100%T≤0.15%T     透射比   0%T≤0.1%T 

 

 

 

 



仪器主机外观 

 

仪器主机显示屏幕 

 

 



仪器显示屏操作界面 

 

 

光度测试 

 

 



 

 

定量分析 

定量分析功能，主要是对样品进行定量测试分析。标准曲线法是通过测得多组标准样品的吸

光度值（最多可设置 8 个标准样品，已知浓度，通过仪器本身所设置的线性回归方程功能，

自动生成吸光度和浓度的工作曲线 CONC＝K*Abs＋b（K－斜率，CONC－浓度，b－截距），

那么通过测试待测溶液的吸光度值 Ax，即可自动求出该样品的浓度值 Cx 

 

 

 

 



 

 

光谱扫描 

 

 

动力学测试 

 

 



 

工作站软件操作界面 

光度测试功能 

光度测试是在波长允许范围内，用来测定某种物质在某一波长下的吸光度值和透射比值。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多波长测试功能 

在波长允许范围内，设定多组波长（可设置多达 100 个波长测试点），将参比样品及待测样

品按提示分别放入样品侧槽内，单击测试按钮，便可完成对多组待测样品在不同波长下的测

试。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



定量分析 

定量测试功能包括标准对比法和标准曲线法两种，主要是对样品进行定量测试分析。标准对

比法是已知标准样品的浓度 CS ，通过仪器测试标准样品的吸光度值 AS，根据测试待测溶液

物质的吸光度值 AX ，通过程序，可以自动计算出待测溶液物质的浓度 CX 

 

DNA测试 

在波长允许范围内，设定多组波长（可设置多达 100 个波长测试点），将参比样品及待测样

品按提示分别放入样品侧槽内，单击测试按钮，便可完成对多组待测样品在不同波长下的测

试。 

 



光谱扫描 

光谱扫描主要是对未知样品在某一波长范围内，连续不断的变换波长，并记录样品在每

一点波长的吸光度值、透射比值或能量值，并绘制出吸光度（A）、透过率（T）或者能量（E）

随波长（λ）变化而变化的曲线。在此功能下，还可对扫描图谱进行多种方式分析处理，如

图谱运算、图谱叠加、峰谷点找寻、图谱求导、数据处理以及曲线的整合等功能，也可进行

图像的保存、打印、编辑、导入导出等操作。 

 

 

动力学测试 

动力学测试可设定某一测试波长下的吸光度或透射比的时间扫描，建立吸光度（A）或透射

比（T）随时间变化而变化的曲线。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


